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Pomiary czesci
tatwo odksztatcalnych
ZEISS O-DETECT

www.zeiss.pl/imt Seeing beyond



Wejdz do swiata optycznych
pomiarow wspoétrzednosciowych

Intuicyjna obstuga, wysokiej jakosci obiektyw i dostowujace sie

do zadania oSwietlenie umozliwiajg precyzyjny pomiar w mgnieniu
oka. Maszyna nadaje sie do szerokiej gamy czesci, a szczegolnie
dobrze sprawdza sie przy takich, ktore tatwo ulegaja odksztatceniom.
Odkryj nowa generacje metrologii optycznej: ZEISS O-DETECT.

ZEISX

o )R — .

Doskonata optyka

Zoom cyfrowy ZEISS zapewnia szerokie pole
widzenia w wysokiej rozdzielczosci, zwiekszajgc
wydajnosc i rejestrujac wiecej szczegotow.
Wysokiej jakosci obrazy sa rejestrowane za pomoca
obiektywu o rozdzielczosci 5 megapikseli i wraz

z technologia przetwarzania ZEISS przeksztatcaja je

w precyzyjne wyniki pomiarow.

Stabilnos¢ i precyzja

Kalibrowany do MPE E(3D) zgodnie z norma ISO 10360,
ZEISS O-DETECT gwarantuje niezawodnos¢ i zapewnia
poréwnywalno$¢ wynikow na catym swiecie. System
dostarcza precyzyjne dane objetosciowe 2D i 3D bedace
cennymi informacjami dla produkcji wymagajacych duzej

zgodnosci.




Wszechstronny i tatwy w modernizacji

Nowy wymienny panel akcesoriéw umozliwia szybka
zmiane réznych opcji oswietlenia gérnego do réznych
zastosowan i odbywa sie bez interwencji serwisu. Dzieki
temu kazdy uzytkownik moze w petni skonfigurowac
ZEISS O-DETECT zgodnie ze swoim budzetem, bez

ograniczen w zakresie przysztych aktualizacji.

Na teraz i na przysztos¢

ZEISS O-DETECT pozwala dobrac opcje oswietlenia
odpowiednie dla danego wyzwania. Do wyboru jest
lampa pierscieniowa do ogdlnego oswietlenia gornego
czesci oraz opcje oswietlenia dla btyszczacych powierz-
chni lub zoptymalizowane o$wietlenia dla wymagajacych

krawedzi.
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Prosta nawigacja i wizualizacja

Zintegrowana kolorowa kamera pogladowa

o0 rozdzielczosci 5 megapikseli pozwala szybciej
zlokalizowac czes¢ i rozpocza¢ pomiary. System stero-
wany jest komputerowo co zmniejsza potrzebe uzycia
joysticka.

Intuicyjne oprogramowanie

Oprogramowanie pomiarowe ZEISS CALYPSO faczy
historie i doswiadczenie w metrologii. Uproszona
jego wersja - ZEISS CALYPSO express posiada proste
srodowisko programistyczne, dzieki ktoremu wejscie

do $wiata metrologii optycznej jest tak proste, jak to

tylko mozliwe.
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Profesjonalne i wiarygodne raporty
Raportowanie w aplikacji ZEISS PiWeb umozliwia

dokumentacje i wizualizacje danych pomiarowych

jednym kliknieciem, zapewniajac przydatny wglad
w czesci i procesy.




ZEISS O-DETECT - specyfikacja techniczna

ZEISS O-DETECT 3/2/2

ZEISS O-DETECT 5/4/3

Obiektyw ZEISS INVENTA D1

Objetos¢ pomiarowa mm?3 300 x 200 x 200 500 x 400 x 300
Pole pomiaru mm? 8,4x7,0 8,4x7,0

Btad pomiaru w 2D pm 1,9um+L/150 1,9um+L/150
diugosci MPE(E) w 3D 2,4um+L/150 2,4um+L/150
Oprogramowanie ZEISS CALYPSO

ZEISS 1QS Poland Group
ZEISS Quality Excellence Center
Madalinskiego 3, 61-509 Poznan
Tel.: +48 61 894 78 93

ZEISS Quality Excellence Center
Strzelecka 72, 43-109 Tychy
Tel.: +48 32 720 93 54

ZEISS Quality Excellence Center
topuszanska 32, 02-220 Warszawa
Tel.: +48 22 205 55 25

Sales: info.metrology.pl@zeiss.com
Service: service.metrology.pl@zeiss.com
Contract measurements: pomiary.pl@zeiss.com

www.zeiss.pl/imt

www.zeiss.pl/centrumpomiarowe



